SOLUCOES COMPLETAS DA

AGILENT PARA A ANALISE DE
NANOPARTICULAS POR ICP-MS

Introducao

0 uso de nanoparticulas projetadas para melhorar o desempenho ou propriedades

de produtos que vao desde materiais semicondutores até alimentos, medicamentos,
cosmeéticos e produtos de consumo estd aumentando em ritmo acelerado. Por causa das
novas caracteristicas fisicas e quimicas desses materiais, muito de seu destino ambiental
e propriedades toxicoldgicas permanece desconhecido. Como resultado, existe uma
crescente necessidade de uma técnica rapida, precisa e sensivel para caracterizar

e quantificar nanoparticulas em uma ampla gama de tipos de amostras. O ICP-MS
demonstrou capacidade de atender a esses requisitos com a recente implementacao

de algumas melhorias especificas aos aplicativos para hardware e software.

- Alta sensibilidade: a intensidade de sinal para pequenas particulas diminui com a raiz
ctibica do diametro.

* Baixo ruido (background) para melhorar a deteccéo de particulas pequenas.

= Varredura rapida no modo de sinal transiente com tempo minimo de decantacéo entre
varreduras.

» Remocao eficaz de interferéncias poliatdmicas, mesmo em modo de varredura rapida.

* Software dedicado para administrar calculos complexos e grandes conjuntos de dados.

Portfolio de solugdes Agilent

Os requisitos para a andlise de nanoparticulas variam conforme a matriz da amostra, o tipo
de nanoparticulas e de informacéo necessarios. Nenhum método nico é aplicavel a todas
as aplicacdes de nanoparticulas. Por isso, a Agilent apresentou um portfolio flexivel de
solucdes que vao desde o suporte para FFF-ICP-MS para caracterizacdo de amostras em
massa contendo varios tamanhos e tipos de nanoparticulas, ao modo de particula Unica
de alta velocidade capaz de determinar tamanho, massa e composicdo de uma Unica
nanoparticula na solucéo. Toda essa capacidade esta unida pelo modulo de aplicacdo
Unica de nanoparticula Agilent, dentro do software MassHunter de ICP-MS.
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Madulo opcional de aplicagéo UGnica de nanoparticula para o MassHunter de ICP-MS

0 mddulo de aplicacao de nanoparticulas totalmente integrado da Agilent incorpora todo

o processo de determinacédo de nanoparticulas no software MassHunter de ICP-MS.

0 Method Wizard guia o usuério através da criacdo automatizada de novos métodos

de nanoparticulas para instrumentos de ICP-MS e ICP-QQQ, dando suporte a aquisicao

de dados nos modos de nanoparticula tnica e FFF-ICP-MS. Um método analitico completo,
incluindo pardmetros otimizados de aquisicéo, valores materiais de referéncia e parametros
de analise de dados estéa configurado e pronto para ser executado com apenas alguns
cliques do mouse. O material de referéncia e os resultados da amostra para um lote inteiro
séo resumidos na familiar tabela de dados "exibicdo de lote". Resultados graficos
detalhados sdo exibidos para amostras selecionadas, permitindo a confirmacao visual

e a otimizacdo dos resultados, se necessario. Relatdrios eletronicos ou impressos,
incluindo todos os dados e graficos, sdo gerados automaticamente.
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MIET RM BD12




] ] 197 d= |
0 e T R e e R A
| 1| saveshilia | S350 110047 Ma b | wooee| |
3 || seamEs | S302036 110005 e Il {84} Tapk | upoes| |
A EE L [savmcsiiosaies e [RA—— _|_:-|_|1'_1' ] an|  woen| _L_gl )
il L | seam g | SARTELE 11 1A0E P Ry I |i £a 3| M
3, T sbsiim e | R4S 11100 BE | b [ —T— wed | i | aad iy
B | [C] oeeseobia | sxdaacd i as i S o wumi - O %ok S | a| 65| azed| ook |
? 7| Bt e | S i0asE 11 i wmm = Jipgk v Bler Sioat i i |!ad‘.r:|:'-| £ N
-5 3
B i = T L
EE A R e o ety bage sy e s S & Pracemllayh - ww S e S - Jll
o A TR TR P TR | Sl e Path Bgoncy Cusdres =
2 ey T ok ek Ky |
| =
" 4
Eetols Loz Dutrbuien.
¥ T ey e e il P St v Mg
Pt Bttors, | il ML ap
> bgragge gt b ey
i Loy bl Pl [1 TR
e - i grahnn e Catabrinl ben B S0
§ i i St S g Sobyega
[ B e
| Frwn W Sl | vk el perry
Eatersncs Mptoral
[Py T T s
1 Wit sl mtd Srnpeman basbor PRI
o [ siel ’!'1-“ ‘ol Em Erbooan Lo lonic Smiid Concowneen 1
T et T - Wt v Vit s P B .5 -
bqu Tas b T '+ Barples ' il
Os resultados do lote final geram relatorios tanto
em formato tabular como gréafico. O usuario pode
alternar entre as amostras individuais na tabela
e revisar resultados gréficos individuais, utilizando
ferramentas de otimizacdo manual, se necessario.
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ICP-MS Quadrupolo 7800

0 ICP-MS quadrupolo Agilent 7800 oferece uma solucéo de alto desempenho para

a analise de nanoparticulas em um pacote com boa relacéo custo-beneficio. Os beneficios
incluem alta sensibilidade, baixo ruido (background) e o modo de colisdo com hélio (He)
comprovado da Agilent para uma remocéao incomparavel de interferéncia. O recurso
opcional de aquisicdo de dados por andlise rapida de sinal transiente (FTRA) permite uma
taxa de amostragem de microssegundos, sem tempo de decantacéo, oferecendo uma
resolucdo ideal de picos de nanoparticulas.

ICP-MS Quadrupolo 7900

Com sensibilidade lider do setor e baixo ruido (background), o ICP-MS 7900 proporciona
o0s menores limites garantidos de deteccao de qualquer ICP-MS quadrupolo, o que significa
que é capaz de detectar particulas muito pequenas, que 0s instrumentos menos sensiveis
ndo conseguiriam detectar. Nao esqueca, se o diametro de uma particula é reduzido pela
metade, o sinal é reduzido em 8 vezes! O ICP-MS 7900 também incorpora modo répido

de TRA (anélise de sinal transiente), permitindo varreduras monoelementares mais rapidas,
em até 100 ps, sem tempo de decantacdo. O modo rapido de TRA permite ao usuario
caracterizar visualmente a forma e duracédo da névoa de fons a partir de uma Unica
nanoparticula.

ICP-MS 8900 Triplo Quadrupolo

08900 continua a ser o tnico ICP-00Q de verdade do mundo, definido como um instrumento
que usa um quadrupolo de massa de unidade antes da célula de colisdo/reacéo. Essa
configuracéo permite um controle completo sobre os ions que entram na célula, o que leva

a uma remocao mais eficiente das interferéncias poliatdmicas e isobaricas que podem ocorrer
em um ICP-MS quadrupolo. Nenhum instrumento quadrupolo convencional consegue reduzir
simultaneamente as interferéncias de fontes poliatdmicas e isobaricas com a mesma
eficiéncia. O resultado é que, em muitos casos, o ruido (background) do ICP-0QQ 8900

¢ praticamente zero, mesmo para elementos dificeis. 0 ICP-QQQ 8900 também tem uma
sensibilidade extremamente alta e um ruido (background) muito menor que instrumentos

de ICP-MS quadrupolo convencionais. Essa combinacéo de elevada sensibilidade, baixo ruido
(background) e remocao superior da interferéncia permite a determinacéo de nanoparticulas
minusculas, inclusive particulas compostas de elementos problematicos como silicio e titanio.
Uma vez que Si05 e o Ti09 estado entre 0s nanomateriais mais utilizados em produtos ao
consumidor, o recurso do ICP QQQ 8900 ¢é crucial.

Suporte para instrumentos de ICP-MS da Agilent antigos

Os mddulos de aplicacao de nanoparticula unica MassHunter de ICP-MS também séao
compativeis com outros mainframes de ICP-MS da Agilent com suporte da versao 4.2

ou posterior do MassHunter de ICP-MS. Para os instrumentos da série ICP-MS 7700

e ICP-QQQ 8800, o ICP-MS oferece suporte para andlises TRA de amostras de
nanoparticulas com um tempo de espera (dwell time) minimo de 3 ms. Essa velocidade

de medicédo é adequada para a maioria das aplicaces de nanoparticulas, exceto nos casos
em que a medicéo requer que o perfil de cada “pluma” do sinal da particula seja medido.
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.

0 ICP-MS 7800, com capacidade opcional de TRA
rapida, oferece uma solucdo economica para a
analise de nanoparticulas Unicas.

ICP-MS quadrupolo Agilent 7900 integrado ao
sistema PostNova AF2000MT AF4 FFF.

0 ICP-QQQ Agilent 8900, com capacidade de TRA

de alta velocidade e modo MS/MS para remover
interferéncias dificeis que afetam a medicédo de
analitos como titanio e silicio por ICP-MS quadrupolo.

Para obter mais informacées:
Entre em contato com o representante
local da Agilent ou acesse
www.agilent.com/chem/atomic

Estas informacdes estéo sujeitas a alteracoes sem aviso prévio.
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